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| TECNICAS DE CARACTERIZACION DE MATERIALES II

OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Entender los fundamentos fisicos de las principales técnicas de caracterizacion optica de materiales mediante
clases tedricas, practicas. Identificar y caracterizar muestras de materiales a partir de los datos aportados por las
diferentes técnicas. Adquirir los criterios para aplicar la técnica adecuada para determinar propiedades fisicas de

materiales.
TEMAS Y SUBTEMAS
TEMAS TEORIA | PRACTICA | SEMANAS
(HRS) (HRS)
1 ESPECTROSCOPIA OPTICA 12 25 5
1.1 | Refraccién, Reflexién y Transmision de Luz en Materiales
1.2 | Espectroscopia de Reflectancia Especular y Difusa
1.3 | Absorcién Optica.
TEMAS TEORIA | PRACTICA | SEMANAS
(HRS) (HRS)
2 FOTOLUMINISCENCIA 15 25 5
2.2 | Transiciones Elementales
2.2 | Espectros de Emisién y Excitacién
2.3 | Mecanismos de Relajacién no Radiactiva
2.4 | Formas de Linea.
2.5 | Resoluciéon Temporal y en Frecuencia de Vidas Medias de
Emision
TEMAS TEORIA | PRACTICA | SEMANAS
(HRS) (HRS)
3 ESPECTROSCOPIA RAMAN E INFRARROJA 15 25 5
3.1 | Espectros Vibracionales y Rotacionales de Moléculas
3.2 | Efecto Raman y Aplicaciones
3.3 | Transmision y Reflexion en la Region IR
3.4 | Espectroscopia IR por Transformada de Fourier
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TEMAS TEORIA | PRACTICA | SEMANAS
(HRS) (HRS)
4 ESPECTROSCOPIA ELIPSOMETRICA: 15 25 5
4.1 | Polarizacion de la Luz
4.2 | Representacion de la Luz Polarizada: Vector de Stokes,
Matrices de Jones y Mueller
4.3 | Respuesta de los Materiales a luz Polarizada
4.4 | Funcién Elipsometria
4.5 | Medio Efectivos y Multicapas en Elipsometria
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METODOLOGIA DE ENSENANZA Y ACTIVIDADES A REALIZAR

*) Discusion de problemas en clase.

*) Ejercicios de tarea.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

*) Un examen parcial por cada tema

*) Calificacion final igual al promedio de los parciales y las tareas.
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